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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication

l bl' - (] L H | ol +. 4
a publigatromrdeDasemeorporantres—amenaemeis—

et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel dle la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfir-
mation| de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs & des questions a I'étude et
des trajaux en cours entrepris par le comité technique
qui a etabli cette publication, ainsi que la li
publications établies, se trouvent dans les doc
dessous:

o [«Site web» de la CEI*

s [Catalogue des publications de la CEIl

Catalogue en ligne)*

* [Bulletin de la CEI
Disponible a la fois 3
fet comme périgdique

Terminologie, sy
et littéraux

En ce qui concerpe la\ter
se repprtera 2
technique Interngtiona

Pour lgs €
et les gigne

lecteur|consulte ¥7: Symboles littéraux a
utiliser| en électrotes s, la CEl 60417: Symboles
grapbiques utilisables sur’le matériel. Index, relevé et
compilation,des feuilles individuelles, et la CEIl 60617:

Symboles graphiques pour schémas.

i £ ot a0
meorporammgamehameTtsS—T anU—=T

pt under
hat the

ation of

h

ion and
undertaken by the tpchnical
prepared this publication] as well
ications issued, is to be found at the

PUblished yearly with regular updates
(On-line catalogue)”

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are refgrred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vopabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Lefter symbols to
be used in electrical technology, IEC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, suryey and
compilation of the single sheels and IEC| 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
CIRCUITS INTEGRES

Vingt-deuxiéme partie — Section un: Spécification particuliére cadre
pour les circuits intégrés a couches, et les circuits intégrés
hybrides a couches, sur la base des procédures

d’agrément de savoir-faire

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les{ questic 5 g prépards par des
2 questions, expriment

2) as © agrédds comme tellgs par les

3) iona a £ o lo «geu que tous les Comités|nationaux
3 8 ation/de la CEl, dans la mesyre ol les
6 t la régle
atre’ indiquée en termes clairs dans cette
derniére.

la présente norme @ ie\pa . omité 47A: Circuits intégrés, dy Comite

d’'Etudes n° 47 d¢ :
Cette nor@t gcificati i ct:uches,
t les circuits intégrés hrides A couches, sur la base des procédures d'agrément de

Iavoir-faire.

Le texte

Ragle des Six Mois Rapport de vote

47A(BC)184 47A(BC)228

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti & I'approbation de cette publication.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Systéme CEIl d'assurance de la qualité des composants
électroniques (IEQC). ‘
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES

INTEGRATED CIRCUITS

Part 22 — Section One: Blank detail specification for film

integrated circuits and hybrid film integrated
circuits on the basis of the capability approval
procedures

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepa

FOREWORD

whicH all the National Committees having a special interest therein arg
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt 4

2) They [have the form of recommendations for international ugé and

Comnittees in that sense.

3) In order to promote international unification .the IEC gxpre
should adopt the text of the IEC recommenddtionfor fheif na

permit. Any divergence betwesen the |IEC reco

Technigal Committee N
This standard is
integrated circuits 0

The text of thi$ st r

mendation and the)correspopnding national rules should,
far ag possible, be clearly indicated in the latter:

X Six Months' Rule

Report on Voting

47A(CO)184

47A(C0)228

3]
S

bs
ill
BS

Cc

m

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting

Report indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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Les publications suivantes de la CEl sont citées dans la présente norme:

Publications n”* 191-2 (1966):

410 (1973):
748-20 (1988):

748-22 (1991)

Normalisation mécanique des dispositifs & semiconducteurs. Deuxidme
partie: Dimensions.

Plans et régles d’échantillonnage pour les contréles par attributs.

Dispositifs 4 semiconducteurs. Circuits intégrés. Vingtidme partie:
Spécification générique pour les circuits intégrés 4 couches et les
circuits intégrés hybrides & couches.

Vingt-deuxidme partie: Spécification intermédiaire pour les circuits
intégrés A couches et les circuits intégrés hybrides a couches sur la
base des procédures d'agrément de savoir-faire.

o

@%
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The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 191-2 (1966): Mechanical standardization of semiconductor devices. Part 2:
Dimensions.

410 (1973): Sampling plans and procedures for inspection by attributes.

748-20 (1988): Semiconductor devices. Integrated circuits. Part 20: Generic
specification for film integrated circuits and hybrid film integrated
circuits.

748-22 (1991):  Part 22: Sectional specification for film integrated circuits and hybrid
film integrated circuits on the basis of the capability approval
procedures.

@
§
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
CIRCUITS INTEGRES

1© CEl

Vingt-deuxiéme partie — Section un: Spécification particuliére cadre

pour les circuits intégrés a couches, et les circuits intégreés
hybrides a couches, sur la base des procédures
d’agrément de savoir-faire

INTRODUCTION

Lé Systéme CEIl d'assurance de la qualité des composants &le il anptionne
conformément aux statuts de la CEl et sous son autofité, Le hut\d est de
définir les procédures d’assurance de la qualité de telle fagon qt 3, COMPOSa lectro-
niques livrés par un pays participant comme étant™c i {d’une
spécification applicable soient également acceptables-da tres\pays participants
sans nécessiter d’autres essais.

Cptte spécification particuliére cadre fait pg 5 gérie de spécifications parti¢ulieres
cadres concernant les dispositifs & semigonducteurs; oit Btre utilisée avec la publica-

tion suivante de la CEl:

oit parles essais prescrits pour le maintien de I'agrément de sav
ifié en spécification particuliére soit par la combinaison des deu

tion etléur contenu doivent étre conformes au tableau 2.

748-20/QC 760000: Dispositifg'a semiconducteurs. Circuits intégres. Vingtiéme partie:

ntégrés

a) Pour Jes ci 3 ~ spécifications particuliéres sont publiégs; leur
présenta i ! im3s
b} Pourle ibliées;

doivent
bir-faire
X.

Lor§qu‘un circuit non fini est vendu pour finition par un tiers, le produit fini résu
. . et . les o

sont effectuées par un ou plusieurs fabricants agréés.

Dans la préparation des spécifications particulieres, le contenu du paragraphe 3.6

tant ne
rations

2dela

spécification générique et des paragraphes 2.3 et 3.3 de la spécification intermédiaire doit

étre pris en compte.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
INTEGRATED CIRCUITS

Part 22 — Section One: Blank detail specification for film
integrated circuits and hybrid film integrated
circuits on the basis of the capability approval

procedures

INTROPUCTION

The IEC Quality Assessment System for Electronic Components is
with th statutes of the IEC and under the authority of the IEC. The

specifi
further [testing.

condud

748
spedgifi

a) For catalo ci
minjmum cont

b) For custom ci

one or more approved manufacturers

In the preparation of detail specifications, the content of subclause 3.6. 2 of the generic
specification and subclauses 2.3 and 3.3 of the sectional specification shall be taken into

account.
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Renseighements nécessaires

Les nombres placés entre crochets sur cette page et les pages suivantes correspondent
aux indications suivantes qui doivent étre portées dans les cases prévues 3 cet effet.

Identification de la spécification particuliére
[1] CEl ou Organisme National de Normalisation sous I'autorité duquel la spécification

particuliére est établie.

la_spécification particuliére, date d’'édition et toute autre in-
formation requise par le systéme national.

[3] Numéro et référence d'édition de la spécification génerique na
[4] Numéro CEI de la spécification particuliére cadre.

Identification du circuit intégré a couches ou du circuit int

[7] Dessin avec dimensions principales i j ité et/ou
référence aux documents nationaux ou ssin ou
re.

[8] Niveau d'assurance et, po
«non qualifiés» sont utilisés.

[9] Données de
comparaison eptre l¢

9,

es %iétés les plus importantes pour permeitre une
ves de dircuits lorsqu’il s’agit d’'une gamme dg types.

[Les articles indiqués entre crochets sur la page suivante de cette norme, qui
correspond a la premiére page de la spécification particuli¢re, sont destinés a guider le
rédacteur de la spécification; ils ne doivent pas figurer dans la spécification
particuliére.]

[Lorsqu'il existe un risque d’ambiguité quant a savoir si un paragraphe est uniquement
destiné a guider le rédacteur ou non, il doit étre indiqué entre crochets.]
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Required information

Numbers shown in brackets on this and the foliowing péges correspond to the following
items of required information, which should be entered in the spaces provided.

Identification of the detail specification

[1] The IEC or National Standards Organisation under whose authority the detail specifi-
cation is drafted.

[2] The IEC or National Standards number of the detail specification, date of issue and

any further information required by the national system.

3817
41 7

Identifi

[5] A

he number and issue number of the IEC or national generic specifi
he IEC number of the blank detail specification.

ration of the film integrated circuit or hybrid film integratea

{61 1

to the detail specification.

[8l
are
[9] H
varig

ssessment level and for circuits
sed.

9,

[The clauses given in square brackets on the next page of this standard which forms
the front page of the Detail Specification, are intended for guidance to the specification
writer and shall not be included in the Detail Specification.]

[When confusion may arise as to whether a paragraph is only instruction to the writer or

not,

the paragraphe shall be indicated between brackets.]
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[Nom (adresse) de 'ONH responsable [11 | [N° de la spécification particulidre [2]
(et éventuellement de I'organisme auprés IECQ, plus n° d'édition et/ou date.]

duquel la spécification peut étre obtenue).]

COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE 3] | {Numéro national de la spécification [4]

CONTROLEE CONFORMEMENT A:
Spécification générique: Publication 748-20/QC 760000

particuliére.}
[Cette case n'a pas besoin d'dtre utilisée si le
numéro national est identique au numéro IECQ.]

Sjéubcaua:dnaamédmm_ﬂuhﬁr.alm.EB-ZZIQC 760200
[okt références nationales si elles sont différentes].

RCUITS INTEGRES HYBRIDES A COUCHES
uméro(s) de type du ou des dispositifs.]

S
C
N

—

PECIFICATION PARTICULIERE CADRE POUR LES CIRCUITS INTEGRE

Renseignements a donner dans les commandes: voir I'article § de ce

151

@\o

Description mécanique [7]

Références d’encombrement:
CE| 191-2 ... [obligatoire si disponible] etjou
nationales [s'il nexiste pas de dessin CEI].

e ]

H

[

Iq

arquage: [lettres et chiffres].
[La‘spécification particulidre doit indiquer, ¢'il y a lieu,
3 . . coif 1

tion fel

>!atériau du substrat: [Al, O,].
Encapsulation: [boitier avec ou sans cavité].

Catégories d’assurance de la qualité (8]

[A choisir dans le paragraphe 3.4 de la
spécification générique.]

)]

Données de référence

[Voir le paragraphe 2.6 de la spécification générique
et/ou I'article 4 de cette norme.]

Se reporter a la Liste des Produits Homologués en vigueur pour connaitre les fabricants dont les
composants conformes a cette spécification particuliére sont homologués.
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[Name (address) of responsible NAI [1]
(and possibly of body from which specification

is available).]

[Number of IECQ detail specification 2}

plus issue number and/or date.]

ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:
Generic specification: Publication 748-20/QC 760000

Sectional spacification: Publication 748-22/QC 760200

i8]

4]

[National number of detail specification]
[This box need not be used if national number

fand natibnal references if different].

INTEGR

[Type nu
Ordering

TED CIRCUITS
ber(s) of the relevant device(s).]
information: see clause 5 of this standard.

DETAlLEPECIFICATION FOR: FILM INTEGRATED CIRCUITS AND HYBRID FiL

repeats |ECQ number.]

‘Mecha

171

nical description

Outline references:
IEC 19142... [mandatory if available] and/or
national [if there is no {EC outline].

Outline drawing (see Table 1)
[may be transferred to or give
clause 7| of this standard].

Terminal identification
[drawing showing pin 2

symbols].

Markingl [letters ‘and figures].

Short descri

C>

iql

}ubstr material: [AI2 03]
Encapsulation: [cavity or non-cavity].

Categories of assessed quality

[From subclause 3.4 of the generic
specification.]

Reference data

[The delail specification shall prescribe the information
tobem iee—if-any-}

[See subclause 2.6 of generic specification and/or
clause 4 of this standard.]

Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in

the current Qualified Products List.
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Note 1 - Les détails non dimensionnés n'affectent pas les caractéristiques des dispositifs.
Note 2 - Les connexions sont (ne sont pas) destinées & étre soudées.

Note 3 - Les connexions sont (ne sont pas) destinées aux applications pour circuits imprimés.

Tableau 1

Si une gamme de circuits a la méme fonction fondamentale, la mdme technologie de fabrication
ot la m&me encapsulation, ce tableau donne les différences des caractéristiques.

La liste des circuits homologués en vigueur indique fexistance de oompos/fkmologués
o

selon cette spécification.

F
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Note 1 - The non-dimensioned details do not affect the performance of the circuit.
Note 2 - The terminations are (not) suitable for soldering.

Note 3 - The terminations are (not) suitable for printing wiring applications.

Table 1

Where a range of circuits have the same basic function and are made in the same technology
and encapsulation, this table will be used to detail the differences in characteristics.

See the current qualified circuits fist for the availability of catalogue circuits qualified/to th
YN

@%

o
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1 Caractéristiques et conditions d’utilisation

La spécification particuliére doit donner toute information nécessaire pour décrire convena-
blement les caractéristiques suivantes:

1.1 Performance et conception du circuit
i) Schéma du circuit.

ii) Valeurs des résistance et des capacités, tolérances, appariemment absolu, relatit,
puissance dissipée, coefficient de température des résistances/cofficient de tempéra-

fure des condensateurs, si appiicable:

iii) Limites de la résistance des conducteurs, si applicable.
iv) Circuit d'essai ou méthode et limites des performances.

v) Composants rapportés (voir le paragraphe 3.6.2 de I3

-—h

2 Conditions limites d'utilisation

Exemples: dimensions du boitier;
gamme de températures de fonc}i

récisée.

<
W
B
S’

(i

Publication 748-20/QC 760000 de la CEI
Publication 748-22/QC 760200 de la CEI

0N

15 d et g 2 N ence—a-tout documen scommandation ou
spécification mentionnés directement dans le document national équivalent a la présente
norme.

4 Marquage

Le marquage du circuit et de 'emballage primaire doit étre conforme aux exigences du
paragraphe 2.6 de la spécification générique.

Note. - Les détails du marquage du circuit et de I'emballage primaire doivent étre donnés de fagon com-
pldte dans la spécification particulidre.
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1 Characteristics and conditions of use

The detail specification shall give all the information needed to adequately describe the

following.

1.1 The performance and design of the circuit
i) Schematic circuit diagram.

ii) Resistor and capacitor values, tolerances, matching, tracking, power dissipation,

temperature coefficient of resistors and capacitors, where applicable.

iii) Limitations on resistance of conductors, where applicable.
iv) Tlest circuit or method and performance limits.
v) Added components (see subclause 3.6.2 of the generic.specific

1.2 Limiting conditions of use

Examples: package dimensions;
operating temperature range;
storage temperature range;

vibration, shock, bump, ..., severities;
climatic category;
maximum voltage.

Note.| - Any significant interaction between the te

1.3 Derating curve

See subclause 2.2 of the sectional specifi
(Where| applicable, a derati

2 Re¢ommended

In accgrdance

3 Reflate

IEC Publication 748-20/QC 760000.
IEC Publication 748-22/QC 760200.

Generig 3
Sectional specificaton:

7

Nation:

vy

documents, recommendations or specifications directly referred to in their national equiva- -

lent of this standard.

4 Marking

The marking of the circuit and primary package shall be in accordance with the

requirements of subclause 2.6 of the generic specification.

Note. - The details of the marking of the circuit and primary package shall be given in full in the detail

specification.
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5 Information pour les commandes

Les commandes de circuits couverts par cette spécification doivent contenir les informa-
tions suivantes:
1) circuit intégré a couches ou circuit intégré hybride & couches;

2) numéro de la spécification particuliére avec la référence du modeéle et le niveau
d’assurance, si approprié;

3) fonction du circuit, si approprié;

caracteristiqu st rié.

[e)]

Rapports certifiés des lots acceptés

[+2)

.1 Circuits catalogues

3.1 dela

~-

es rapports certifiés de lots acceptés doivent étre co
pécification générique.

[//]

6.2 Circuits fabriqués & la demande

—

a spécification particuliére doit définir le
iés de lots acceptés; il est conseijllé a
sLécification générique.

icaples pour les rapports certi-
ref au paragraphe 3.7.3.2 de la

—tn

7

Ua spécification [ n’lalement
destinées ourbes,
dessins et ¢

8

Pour I'agrément de savoir-faire, la procédure doit étre conforme a la spécificatipn inter-
médiaire.

Pour le contrdle de la conformité de la qualité, le programme d’essai comprend
I'échantillonnage, la périodicité, les sévérités et les exigences.

Dans les tableaux 2 et 3:
— les numéros des paragraphes des essais et exigences de contréle renvoient a la
spécification générique;

— les niveaux d’assurance (NC et NQA) donnés dans le tableau 3 de la spécification
intermédiaire sont & mettre dans la spécification particuliére.
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5 Ordering information

Orders

for circuits covered by this specification shall contain the following information:

1) film integrated circuit or hybrid film integrated circuit;

2) number of the detail specification with type reference and assessment level, if
appropriate;

3) function of the circuit, if appropriate;

4) wasic-functionat-o reristios-with-tol it it

6 Ce

6.1 Catalogue circuits

Certifidd records of released lots shall conform to subclause 3.

cation.

6.2 Qustom built circuits

Htified records of released lots

7 Additional informatio

The ddtail specification i i ich is not normally required to be vgri-

fied by

the clarification

8 Ad

Notq.

9 Ingpection

For ¢

the inspection

aquirements (see Tables 2 and 3)

bpability approval, the procedure shall be in accordance with the sectio

s,

or

hal

specification.

For quality conformance inspection, the test schedule includes sampling, periodicity,
severities and requirements.

In Tab

les 2 and 3:

— subclause numbers of tests and performance requirements refer to the generic
specification;

— Inspection levels and AQL’s, given in Table 3 of the sectional specification, are to
be inserted in the detail specification.
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Dans ces tableaux:
p = périodicité (en mois)
n = effectif de I'échantillon
c = critére d’acceptation (nombre de dispositifs défectueux autorisés)
D = destructif
ND = non destructif

NC = niveau de controle Publication 410 de la CEI

4
Q
>
1

niveau de qualité acceptable )

La sélection, les controles des groupes A, B et du sous-groupe O offectués|sur les
cifcuits couverts par cette spécification particuliére.

sur dgs CQC

Lrs contréles des sous-groupes C2, C3, C4 et du groupe\D sonté
i manuel de|savoir-

afin de correspondre aux sévérités et aux exigences annonceesdans le
fdire.

Q@
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In these tables:

P = periodicity (in months)
n = sample size
c = acceptance criterion (permissible number or defective devices)
D = destructive
ND = non-destructive
NC = inspection level IEC Publication 410
NQA| = acceptable quality level )
For screening, inspections for Groups A and B and Sub-group C1.a arrie t o

circuits covered by this detail specification.

Inspectifns for Sub-groups C2, C3 and C4 and Group D are carried out@ 16 megt
the severities and requirements claimed in the capability maguah

Q@



https://iecnorm.com/api/?name=2a5e00779d2074dade3a564f1d61860d

-20-

Tableau 2

748-22-1 © CEI

4.4.11 Caractéristiques électriques
statiques et i
principales

D Effectif ot .
Numéros des paragraphes, . s . . Exigences de
essais et séquences d'essais ou Conditions d'essal critére contrdle
! ND d’acceptation

Sélection
Voir le tableau 4 de la spécification ND Exigée/
intermédiaire non exigée
43.1 Examen visuel interne

avant encapsulation
Mesures initiales
4,514 Endurance 168_: h pour

rodage ,
Mesure finales /\
Groups A @ \QJQA
A effectuer par échantilionnage, \/
lot par lot
Sous-groupe A1 ND
4.3.2 Examen visuel externe et

marquage
Sous-groupe A2 ND s

Sous-gr
4.4 .11

Sous-groupe B2

ND

433 Dimernsions

Voir notes page 22
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Table 2
le si .
Subclause numbers, D . Samp.e size Inspection
test d test or Conditions of test | and criterion requirements
ests and test sequences ND of acceptability 9
Screening
See Table 4 of sectional specification ND Required/

not required
4.3.1 Precap visual inspection

Initinl measurements
4.5[14 Endurance 168_: h as burn-in

Fingl measurements (\

Group A inspection < \ %L

To be conducted on a sampling basis, \\

lot-by-lot

Sull-group A1

4.3}2 External visual examination
and marking

N

Sulj-group A2 ‘ D
4.4/11 Major static and dynamic
electrical characterisfies at
room temperature (Note
s

Suly-group A3 bﬁ\
4.4111 Major s’«4 :r i

eloctrical olia isti

Grgup B inspaectio
To pe
lot-py-lat

Sub-group B D
4510 Solderabili

Soyis-groupe B2 ND
433 Dimensions

For notes, see page 23
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4.5.6 Vibrations, balayage de
fréquence et

457 Accélération constante
ou (Note 6)

455 Choc et :

4.5.7 Accélération constante

Mesures finales

(L
{

-22- 748-22-1 © CEI
Tableau 3
if ot .
Numéros des paragraphes, D . , . Effe.chf © Exigences de
R ; ou Conditions d’essai critére o
essais et séquences d'essais , . controle
ND d’acceptation
Groupe C
A effectuer par échantillonnage suivant pinije
la périodicité prescrite
Sous-groups CT{(Noto 9) ND
4.4.11 Caractéristiques électriques \
statiques et dynamiques
principales aux températures
extrémes de fonctionnement \
Sous-groupe C2 (Notes 4, 5) D/ND
Mesures initiales Par. 4.4.11 \
Sous-grou

Sous-groupe C3
Mesures initiales

Mt

Sous-groupe A2

Par. 4.5.9 Etanchéité
(Note 4)

Par. 4.4.11
Sous-groupe A2

Par. 4.3.2 Examen
visuel externe ot

4.6.2 Froid
4.5.1 Stockage 4 haute température

Mesures finales

marquage

Sous-groupe C4 ND

Mesures initiales Par. 4.4.11
Sous-groupe A2

Température: ... °C
Température: ... °C

Par. 4.4.11
Sous-groupe A2
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